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Hochauflosende Transmissionselektronenmikroskopie von Siliciden

Die fortschreitende Miniaturisierung in der Mikroelektronik fiihrt zu StrukturgroBen im
nm-Bereich und zur Entwicklung neuartiger Bauelemente. Die erfolgreiche Anwendung von
Siliciden (Verbindungen zwischen Metall und Silicium) erfordert das umfassende Verstindnis
ihrer Eigenschaften und Bildungsmechanismen im nm-Bereich.

Die Diplomarbeit beinhaltet das Erlernen und die Nutzung der Transmissionse-
lektronenmikroskopie zur Strukturcharakterisierung von epitaktischen Silicideschichten mit
Beimischungen auf Siliciumsubstraten. Dies schlie3t folgende Optionen ein:

- Erlernen der Bedienung eines Transmissionselektronenmikroskops (Informationslimit
1.4 Angstrom) und der Durchfiihrung und Auswertung und Interpretation von
Elektronenbeugung und Elektronenenergieverlustspektroskopie

- Korrelation der Daten mit Schichtherstellungsparametern, Ergebnissen aus
elektrischen Messungen, Rasterelektronenmikroskopie (NOVA-SEM mit EDX und
EBSD) und der Rontgenbeugung in enger Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern
der Arbeitsgruppe

- Kennen lernen und Interpretation aberrationskorrigierter Elektronenmikroskopie,
Kennen lernen von Probenpriparation fiir Elektronenmikroskopie und der
Herstellungsverfahren

Wichtig fiir die Aufgabe ist die bestechende Zusammenarbeit mit der Professur
Oberflichen und Grenzflichenphysik (Schichtwachstum und Analyse) sowie die
Zusammenarbeit mit dem superSTEM-Labor in Daresbury (GroBbritannien) zur
aberrationskorrigierten Elektronenmikroskopie mit atomarer Auflosung.
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